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Resumo — Uma das figuras de mérito adotadas para a caracterizacdo de sensores eletro-6pticos é a Modulation Transfer Function (MTF), ou equivalentemente a Resposta a Frequéncia Espacial (SFR), que podem

ser avaliadas por um método como o Slanted Edge, por exemplo. Este trabalho discute a escolha de alvos que combinam dois revestimentos de uso aeronautico para a aplicacdo do metodo Slanted Edge no

iInfravermelho médio, como funcédo da emissividade. Era esperado que a emissividade representasse o0 mesmo papel que o contraste, como ocorre no visivel. Os resultados apontam que nao ha influéncia direta da

emissividade na aplicacao do método estudado.
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crescente emprego de sensores imageadores infravermelhos aeroembarcados, como parte do EMISSIVIDADES E SEUS DESVIOS PADRAC TABELA 3 ALVOS CONSTRUIDOS E AS RESPECTIVAS EMISSIVIDADES
processo decisorio em missfes de Inteligéncia, Vigilancia e Reconhecimento, dentre outras. Uma
das figuras de merito adotadas para acompanhar o desempenho destes sensores € a Funcao
Transferéncia de Modulacao (Modulation Transfer Function - MTF), cujos dados podem ser obtidos : 0,07 0,01
usando o metodo Slanted Edge, ou seja, na analise de imagens geradas pelo sensor a partir de um ;l | 0,59/0,87 0,28
alvo padrao estabelecido na ISO 12233. 059 0.06 _
A fim de analisar a influéncia da emissividade na aplicacdo do método, este trabalho se ‘ ’ ’ 0,59/0,97 0,38
desenvolveu em duas fases, sendo a primeira direcionada a caracterizacao da emissividade na faixa
espectral de 2,5 a 5,1 um e dentro da faixa de temperatura de 40 °C a 80 °C de 6 diferentes alvos, 4 0,97 0,01 0,87/ 0,85 0,02
deles com revestimentos aeronauticos e dois deles como referéncia, de valores ja estabelecidos. \ J
Utilizou-se como substrato uma liga de aluminio 1200H14 e 4 revestimentos aeronauticos para a S e 0.0 G e 58 0L 7
confeccao dos alvos. Na segunda fase confeccionaram-se alvos conforme a ISO 12233 para a ’ ’ | | ’ |
aplicacdo do método Slanted Edge na obtencéo dos dados de MTF de uma camera FLIR® SC 5600, b 050 003
na faixa espectral de 3 a 5 um, utilizando-se o algoritmo SFRMAT4. O método de caracterizacao da ‘ ! !
emissividade das superficies mostrou-se satisfatorio na primeira fase experimental. Os resultados da
segunda fase ndo evidenciam que a diferenca de emissividade exerce no infravermelho médio a | 0.87 0,03 | | . |
. a . . ~ ., : ~ ) ; Figura 3 — Recorte da imagem média gerada a partir
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desenvolveu em duas fases, sendo a primeira direcionada a caracterizagao da emissividade na faixa g A
. o o B} 250 'xx:-j‘
espectral de 2,5 a 5,1ume den,tro_da faixa .de temperatura de flO .C a 80 °C de 6 dlferentes_alvos, 4 A inclinacio da transicio - : \
deles com revestimentos aeronauticos e dois deles como referéncia, de valores ja estabelecidos. Na A ¥
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